Poznan, 01.07.2025 .
PROTOKOL
z kolokwium habilitacyjnego z dnia 01 lipca 2025 r.
w zwigzku z postepowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria mechaniczna

dr. inz. Michatowi Jakubowiczowi

Na kolokwium habilitacyjnym w dniu 01.07.2025 r. byli obecni:

1) prof. dr hab. inz. Andrzej Seweryn (Politechnika Gdarska) — przewodniczacy,

2) dr hab. inz. Ryszard Michat Machnik, prof. uczelni (Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa
Staszica w Krakowie) — recenzent,

3) drhab.inz. Ksenia Irena Ostrowska, prof. uczelni (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko$ciuszki)

—recenzentka,
4) prof. dr hab. inz. Dariusz Zbigniew Mazurkiewicz (Politechnika Lubelska) — recenzent,
5) drhab. inz. Krzysztof Nozdrzykowski, prof. uczelni (Politechnika Morska w Szczecinie) — recenzent,
6) prof. dr hab. inz. Szymon Wojciechowski (Politechnika Poznanska) — cztonek,
7) dr hab. inz. Krzysztof Talaska, prof. uczelni (Politechnika Poznanska) — sekretarz,

oraz inni goscie, w tym cztonkowie wydziatowej spotecznosci akademickiej oraz Dziekan Wydziatu
Inzynierii Mechanicznej Politechniki Poznanskiej dr hab. inz. Bartosz Gapinski, prof. uczelni.
Kolokwium miato charakter publiczny, odbyto sie w sali nr 427 w budynku A1 (z zegarem). Prof. dr hab.
inz. Dariusz Zbigniew Mazurkiewicz byt podtgczony zdalnie przy uzyciu platformy eMeeting.

PRZEBIEG KOLOKWIUM

Kolokwium habilitacyjne rozpoczeto sie o godzinie 13:00. Dziekan Wydziatu Inzynierii Mechanicznej
oraz Przewodniczacy Rady Dyscypliny Inzynieria Mechaniczna dr hab. inz. Bartosz Gapinski, prof. PP,
przywitat przybytych gosci rozpoczynajac od cztonkéw komisji habilitacyjnej. Nastepnie przekazat gtos
przewodniczagcemu komisji habilitacyjnej prof. dr. hab. inz. Andrzejowi Sewerynowi, ktéry
przewodniczyt kolokwium.

Prof. Andrzej Seweryn rowniez przywitat wszystkich przybytych gosci, omoéwit przebieg kolokwium,
ktdre rozpoczac sie miato od prezentacji przez Habilitanta swojej sylwetki oraz osiggnie¢ bedacych
przedmiotem wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Po tym wstepie przekazat gtos
Habilitantowi.

Prezentacja dr. inz. Michata Jakubowicza sktadata sie z dwdch gtdwnych czesci. Pierwsza z nich
dotyczyta opisu jego sylwetki, gdzie Habilitant przedstawit pokrétce przebieg swojego zatrudnienia na
Politechnice Poznanskiej oraz szczegdty dotyczgce uzyskania tytutu zawodowego magistra i oraz
stopnia doktora nauk technicznych. W tejze czesci Kandydat przedstawit publikacje oraz patenty,
ktérych jest autorem lub wspétautorem, scharakteryzowat wspdtprace z innymi podmiotami
naukowymi z jednostek zewnetrznych oraz podsumowat aktywnos¢ organizacyjno-dydaktyczna. Po tej
czesci Habilitant przystapit do prezentacji swoich osiggnie¢ naukowych bedacych przedmiotem



whniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego, pod wspdlnym tytutem: ,Multisensoryczne
pomiary wielkosci geometrycznych”.

Habilitant przedstawit gtéwne tezy oraz cele prac dotyczacych gtéwnego osiggniecia naukowego.
Gtéwnym celem badan opisanych w monografii oraz cyklu powigzanych tematycznie publikacji byto
opracowanie metodyki projektowania i badain multisensorycznych systeméw pomiarowych,
przeznaczonych do pomiaru wielkosci geometrycznych z wykorzystaniem réznych typéw
przetwornikdw przemieszczen liniowych. Wazinym elementem pracy byta zaréwno szczegdtowa
analiza oddziatywania wybranych wielkosci wptywowych na charakterystyki sensordw, jak i autorska
koncepcja budowy i funkcjonowania zaprojektowanego urzgdzenia multisensorycznego.

Do najwazniejszych osiggnie¢ Habilitant zaliczyt identyfikacje wiasciwosci metrologicznych wybranych
przetwornikdw przemieszczen liniowych, analize ich zdolnosci do pomiaru wielkosci zmiennych w
czasie, a takze ocene wptywu takich czynnikéw jak cisnienie, promien koncédwki pomiarowej czy
temperatura na doktadnos$é¢ pomiaru. Habilitant opracowat réwniez budzet niepewnosci w celu
identyfikacji dominujgcych Zrédet btedow, w tym dla autorskich konstrukcji pneumatycznych
przetwornikéw dtugosci. Do kluczowych osiggnie¢ nalezy tez opracowanie opisu funkcjonalnego
zaprojektowanego systemu pomiarowego, przeznaczonego do pomiaru odchytki okragtosci i srednicy
tulei cylindrowych, wyposazonego w trzy rdéine typy sensoréw, przeprowadzenie oceny jego
witasciwosci metrologicznych, a takie ocena mozliwosci zastosowania niekonwencjonalnych,
bezstykowych metod pomiarowych do analizy cech geometrycznych warstwy wierzchniej.

Po zakonczeniu prezentacji przez Habilitanta gtos zabrat przewodniczacy komisji habilitacyjnej, ktory
poprosit o zadawanie pytan, a w szczegdlnosci swojg prosbe skierowat do recenzentéw oraz cztonkéw
komisji habilitacyjnej. Jako pierwszemu przekazat gtos recenzentowi dr. hab. inz. Ryszardowi Michatowi
Machnikowi, prof. AGH.

Dr hab. inz. Ryszard Michat Machnik: Panie doktorze, zajmuje sie Pan multisensorycznymi pomiarami
wielkosci geometrycznych. W tej chwili sg maszyny wspotrzednosciowe, ktdre kojarzg dwie gtowice:
stykowq i laserowa. Prosze mi powiedzieé, czy zasadne jest poréwnywanie takich gtowic? Co dzieki
temu zyskujemy?

Habilitant: Pomiar stykowy czesto nie jest mozliwy do zastosowania — zwfaszcza w przypadku
elementow delikatnych, o bardzo matych wymiarach lub w miejscach trudnodostepnych. Nawet w
nowoczesnych maszynach pomiarowych graniczne btedy dopuszczalne wynosza zaledwie kilka
mikrondw. W sytuacjach, gdy dotyk korcéwki pomiarowej mogtby wprowadzi¢ zbyt duzy bitad,
zastosowanie metody bezstykowej jest w petni uzasadnione. Przyktadem sg elementy produkcyjne,
takie jak ptytki PCB, na ktérych znajduja sie bardzo mate komponenty. Ich zmierzenie tradycyjnym
trzpieniem pomiarowym jest czesto niemozliwe lub wigze sie z ryzykiem uszkodzenia detalu. Metoda
optyczna umozliwia w takich przypadkach precyzyjny i bezpieczny pomiar. Poréwnywanie metody
optycznej i stykowej nie zawsze ma sens, poniewaz sg to odmienne techniki pomiarowe, przeznaczone
do réznych zastosowan. Kazda z tych metod ma swoje ograniczenia, ale i specyficzne zalety, dlatego
dobdér odpowiedniej techniki powinien zawsze wynikaé¢ z charakteru mierzonego elementu oraz
wymaganej doktadnosci.

Dr hab. inz. Ryszard Michat Machnik: W odniesieniu do chropowatosci — metody optyczne sg dobre
przy takich zagadnieniach, czy to samo mozemy zmierzy¢ metodg stykowg (w odniesieniu do topografii
3D)?



Habilitant: Pomiar topografii powierzchni klasyczng metodg profilometryczng umozliwia zastosowanie
stolika pomiarowego, ktéry pozwala na przesuwanie prébki w osi poprzecznej. Na podstawie
uzyskanych danych przeprowadza sie analize pomiaréw w odpowiednim oprogramowaniu.

Nastepnie przewodniczacy komisji habilitacyjnej poprosit o zadawanie pytan recenzentke dr hab. inz.
Ksenie Irene Ostrowska, prof. PK:

Dr hab. inz. Ksenia Irena Ostrowska: Powiedziat Pan, ze nie poréwnujemy metody optycznej i
stykowej, ale gdyby miat Pan wzorzec wywzorcowany na maszynie referencyjnej to otrzyma Pan zgota
inne wyniki?

Habilitant: Oczywiscie mozna poréwnywac dane uzyskane z réznych systemdw pomiarowych, jednak
nalezy pamietac, ze wyniki pomiaréw metoda stykowa beda sie rézni¢ od wynikéw uzyskanych metodg
optyczng, poniewaz s to zupetnie odmienne techniki pomiarowe. Réznice te wynikajg z ograniczen i
specyfiki kazdej z metod — dlatego zawsze nalezy bra¢ pod uwage, ktéra technika jest bardziej
odpowiednia do danej aplikacji i wymaganej doktadnosci.

Dr hab. inz. Ksenia Irena Ostrowska: Odnosnie nazewnictwa. Moéwit Pan, ze wzorcowat Pan rézne
systemy, czy nie chodzito tutaj o adjustacje/kalibracje?

Habilitant: Przeprowadzatem kalibracje/adjustacje a nie wzorcowanie.

Dr hab. inz. Ksenia Irena Ostrowska: Czy robit Pan wzorcowanie na podstawie norm, np. ISO? Pan
zrobit MSA, wyznaczyt Pan wptyw kazdego czujnika osobno, ale czy wyznaczyt Pan MPE?

Habilitant: Nie przeprowadzitem wzorcowania wg. I1SO. Tylko analize MSA. W dalszych planach
zaktadam przeprowadzenie procedury wzorcowania. Separacji btedéw dominujgcych oraz okreslenie
niepewnosci pomiarowe;j.

Jako kolejnemu prof. Andrzej Seweryn oddat gtos recenzentowi dr. hab. inz. Krzysztofowi
Nozdrzykowskiemu, prof. PM.

Dr hab. inz. Krzysztof Nozdrzykowski: W swojej monografii pisze Pan o pomiarze odchytki okragtosci
(np. na stronie 139), tutaj tez Pan zaprezentowat widmo harmonicznych, to ma znaczenie w przypadku
wspotpracujgcych elementéw maszyn (np. tozyska slizgowe), w zwigzku z tym mam pytanie. Na tym
rysunku ma Pan harmoniczne do 15., czy robit Pan to w szerszym zakresie? Np. do 60.?

Habilitant: Wykres widma amplitudowego, uzyskanego z pomiaréw tulei cylindrowej, zostat
ograniczony do 15. harmonicznej, natomiast sama analiza obejmowata wyzsze sktadowe az do 150.
harmonicznej. Nie byty one jednak brane pod uwage ze wzgledu na ich niewielki wptyw na wynik
koncowy.

Dr hab. inz. Krzysztof Nozdrzykowski: Na rysunku tym mamy harmoniczng nr 1. Jakiego przedmiotu
to dotyczyto? Powierzchnia zewnetrzna? Czy uwzglednit Pan, ze mimosrodowos¢ to jest odchytka
potozenia osi, a reszta to odchytki zwigzane z profilem okragtosci. Pan uzywa okreslenia zarys
okragtosci, nie ma czegos takiego.



Habilitant: Na przedstawionym rysunku pierwsza skitadowa odnosi sie do niecentrycznosci.
Przedmiotem badan byta powierzchnia wewnetrzna tulei cylindrowej.

Zgadzam sie z Profesorem, ze w pracy postugiwatem sie pojeciem zarysu, natomiast obecnie w
literaturze i praktyce pomiarowej czesciej stosuje sie termin profil.

Dr hab. inz. Krzysztof Nozdrzykowski: Gdyby pierwszg harmoniczng widma amplitudowego
potraktowat Pan tylko i wytgczenie jako odchytke potozenia osi, to bedzie to powodowato btedng
interpretacje wynikdw gdyz ze wzgledu na znieksztatcenia pomiaréw spowodowane t3
mimosrodowoscig otrzymamy zdeformowang cosinusoide, a do jej opisu potrzeba wiecej
harmonicznych, ktdre sg zawarte w widmie amplitudowym profilu okragtosci. Czy co$ takiego brat Pan
pod uwage?

Habilitant: Nie zostato to uwzglednione. Pierwszg harmoniczno$¢ potraktowatem jako
mimosrodowos¢ i tak jg analizowatem.

Dr hab. inz. Krzysztof Nozdrzykowski: Jesli chodzi o monografie, to bardzo obszernie zrobit Pan
wprowadzenie. Od pierwszej do 78 strony to wprowadzenie, a jednoczesnie w tej czesci zamieszcza
Pan wyniki swoich badan, ktére zresztg sg bardzo istotne. Co Pan na to?

Habilitant: Monografia zostata napisana od ogétu do szczegdtu. Moim zatozeniem byto wprowadzenie
czytelnika w zagadnienie multisensorowosci. Zgadzam sie, ze rozdziat dotyczacy przetwornikow jest
bardzo rozbudowany. Jest to istotny rozdziat zawierajgcy opis wtasciwosci statycznych i dynamicznych
oraz charakterystyka najczesciej stosowanych przetwornikdw przemieszczen liniowych. Z zatozenia
moja monografia moze by¢ pomocyg zaréwno dla inzynieréw, jak i studentéw kierunkéw
mechanicznych. Sam opis teoretyczny wynika z mojego doswiadczenia dydaktycznego i ma na celu
utatwienie zrozumienia praktycznych aspektéw pomiardw.

Dr hab. inz. Krzysztof Nozdrzykowski: Ostatnie pytanie odnosnie zastosowania. Czy juz ma Pan
sprecyzowang dziedzine przemystu, gdzie to chciatby Pan zastosowac?

Habilitant: Przedstawione urzadzenie moze znalezé zastosowanie w branzy samochodowej oraz
silnikowej, poniewaz zostato wykorzystane do pomiaru tulei cylindrowych o srednicy 130 mm po
honowaniu. W tym przypadku multisensorowos¢ jak i multiskalowosé znajduje szerokie zastosowanie.
Zwracam uwage, ze pneumatyczne przetworniki dtugosci znajdujg zastosowanie w pomiarze tego typu
elementow.

Po tej wypowiedzi przewodniczacy poprosit o zadawanie pytan recenzenta prof. dr. hab. inz. Dariusza
Zbigniewa Mazurkiewicza. Prof. Dariusz Zbigniew Mazurkiewicz stwierdzit, ze nie ma pytan.

Nastepnie przewodniczacy przekazat gltos cztonkowi komisji prof. dr. hab. inz. Szymonowi
Wojciechowskiemu.

Prof. dr hab. inz. Szymon Wojciechowski: Jeden z elementdw na schemacie Pana systemu to
przetworniki/czujniki/sensory. Ja bym chciat to jednoznacznie wyjasni¢. Czy jest réznica pomiedzy
czujnikiem a sensorem?

Habilitant: Niestety w jezyku polskim czesto uzywamy stéw pochodzenia obcego. Czesto stosujemy je
zamiennie, co jest przyktadem braku konsekwencji w nazewnictwie. Roznice pomiedzy czujnikiem,



przetwornikiem a przyrzagdem pomiarowym sg bardzo dobrze opisane w publikacjach prof. Mitka z
Uniwersytetu Zielonogérskiego. My czesto postugujemy sie okresleniem sensor — podobnie jak
terminem multisensorowos$¢. Nie sg to jednak nazwy polskie; mozna stosowac polski odpowiednik
wieloczujnikowos$¢. Nazwa multisensorowos$¢ przyjeta sie jednak w uzyciu komercyjnym. Dla mnie
okreslenie wieloczujnikowosc¢ bytoby trafniejsze.

Woracajgc do pytania Pana Profesora: czujnik jest elementem wykonawczym, ktéry odbiera informacje
o wielkosci mierzonej bezposrednio z badanego obiektu. Przyktadem moze by¢ przetwornik
indukcyjny. Natomiast przetwornik pomiarowy stanowi wzglednie wyodrebniony zespét elementéw
stuzgcych do przetwarzania z okreslong doktadnoscia i wedtug okreslonego prawa zmierzonej wartosci
na wartos¢ innej wielkosci lub inng wartos$¢ tej samej wielkosci.

Prof. dr hab. inz. Szymon Wojciechowski: Prosze doprecyzowa¢ definicje multisensorycznych
systemow pomiarowych. Czy multisensorycznosé dotyczy pomiaru jednej wielkosci fizycznej?

Habilitant: Odnoszac sie do urzadzenia, na ktdrym wykonuje pomiary — jest ono wyposazone w
klasyczng gtowice stykowa, kamere z dwoma obiektywami oraz gtowice interferometryczng, ktéra
umozliwia pomiar topografii powierzchni. Dzieki temu w jednym uktadzie wspdétrzednych mozemy
zbada¢ wiele cech, takich jak wielkosci geometryczne czy topografia powierzchni.

Abysmy dobrze sie rozumieli — nie ma sytuacji, w ktérej trzy niezalezne przetworniki jednoczesnie
mierzg te sama wielkosé. Najpierw pomiar wykonywany jest jedng technika, a nastepnie inna.
Multisensorowos¢ w tym przypadku dotyczy wytgcznie pomiaréw geometrycznych. Zgadzajac sie z
Panem Profesorem, przyznaje, ze ukfady wieloczujnikowe mogg by¢ z powodzeniem stosowane
rowniez w innych rodzajach pomiaréw.

Prof. dr hab. inz. Szymon Wojciechowski: Czy w kazdej publikacji z przedstawionego przez Pana cyklu
aspekt multisensorycznosci jest poruszony?

Habilitant: Nie w kazdym przypadku. Aspekt multisensorowosci zostat szczegétowo omodwiony w
monografii, ktora stanowi catosciowe podsumowanie mojej pracy. W artykutach natomiast skupitem
sie na analizie poszczegdlnych typéw przetwornikéw.

Nastepnie przewodniczacy poprosit o zadawanie pytan sekretarza komisji dr. hab. inz. Krzysztofa
Talaske, prof. PP.

Dr hab. inz. Krzysztof Talaska: Jest Pan wspotautorem/autorem rozwigzan konstrukcyjnych, ktére
otrzymaty prawa ochrony patentowej. Czy sg gdzieS wykorzystywane poza Pana dziataniami
naukowymi?

Habilitant: Nie sg wykorzystywane w przemysle. Stanowity rozwiniecie istniejgcych i obecnie
stosowanych rozwigzan. Na ich podstawie zostat zbudowany prototyp, ktéry jednak nie zostat
zastosowany w przemysle.

Jako kolejny pytania zadawat przewodniczacy komisji.

Prof. dr hab. inz. Andrzej Seweryn: Kontynuujgc sprawe patentéw. Rozumiem, ze zaden z tych
patentow nie byt wdrozony, nie ma zadnych umow licencyjnych?

Habilitant: Nie powstato wdrozenie.



Prof. dr hab. inz. Andrzej Seweryn: Zaczne od spraw formalnych. Poprosze o slajd gdzie znajduje sie
lista projektow. Sg tutaj nowe projekty, ktérych nie ma w dokumentacji. Chciatbym zaznaczy¢, ze to co
przybyto po ztozeniu wniosku nie podlega ocenie. Ktdry projekt z tej listy powinien by¢ usuniety?

Habilitant: Pierwszy projekt jest realizowany od stycznia 2025 roku i nie byt uwzgledniony we wniosku.

Prof. dr hab. inz. Andrzej Seweryn: Jakg warto$¢ ma zgtoszenie patentowe?

Habilitant: Nie wiemy jaki bedzie efekt zgtoszenia.

Prof. dr hab. inz. Andrzej Seweryn: Czyli nie powinno by¢ uwzgledniane w dorobku do habilitacji.
Wspomniat Pan o tym, ze ponizej 1 um dokfadnosci decydujacy wptyw ma temperatura. Ostatnio
otrzymaliémy wyniki analizy powierzchni na poziomie nano, tez przy uzyciu urzadzenia
multisensorycznego. Ktérg metodg, Pariskim zdaniem, to zmierzono?

Habilitant: To z pewnoscig metoda interferometryczna. T3 metoda dotychczas sie nie zajmowatem.
Obecnie dysponuje nowym urzgdzeniem wyposazonym w takg gtowice i jestem w fazie wdrazania sie
w jej obstuge i zostanie wykorzystanie do pomiaru topografii powierzchni.

Prof. dr hab. inz. Andrzej Seweryn: Nanotomografia tez umozliwia pomiary na poziomie ponizej 100
nm. Czy nie uwaza Pan, ze jednak 1 um to nie jest granica?

Habilitant: Ponizej 1 um wszystkie czynniki zewnetrzne, a zwtaszcza temperatura, majg istotne
znaczenie. Zastosowanie komory pomiarowej czy precyzyjnej stabilizacji temperaturowej nie jest tatwe
do zrealizowania.

Prof. dr hab. inz. Andrzej Seweryn: Nanotomografy, np. ten na Politechnice Lubelskiej, posiadaja
komore termiczng. Mam jeszcze jedno pytanie: jaka metode by Pan zastosowat do badania kata
skrecenia w zakresie od 0,5 do 200 stopni?

Habilitant: Stykowa metodg bytoby to trudne do wykonania — wtasciwsza bytaby to raczej metoda
optyczna, laserowa, o ile refleksy swietlne nie zaktécityby pomiaru. Oczywiscie glowica musiataby by¢
zamocowana na odpowiednim manipulatorze.

Po tej wypowiedzi przewodniczacy oddat gtos dr. hab. inz. Bartoszowi Gapiriskiemu, prof. PP.

Dr hab. inz. Bartosz Gapinski: Obserwuje Pan zmiany w multisensorowosci. Jak Pan mysli, w ktérym
kierunku bedzie to podazac?

Habilitant: Odpowiadajgc na pytanie Pana Profesora, widze przed oczami wykres opracowany przez
prof. Weckermanna, pokazujacy, jak rozwijata sie technika wspdtrzednosciowa i jakie sg jej
perspektywy. Kazda osoba zajmujgca sie metrologig wspotrzednosciowg z pewnoscig go zna. Wykres
konczyt sie na roku 2025 i obejmowat m.in. nanometrologie, systemy multiskalowe i multisensoryczne.
Moim zdaniem nowym trendem bedzie konsolidacja urzadzen — ich coraz wieksza precyzja, ale
jednoczesnie zdecydowanie szybsze pomiary. Na jednym ze slajdéw pokazywatem przyktad
komercyjnego urzadzenia do bardzo szybkich pomiaréw powierzchni sferycznych. Kolejnym
kierunkiem rozwoju bedzie zastosowanie sztucznej inteligencji (Al) i algorytmdw uczenia



maszynowego do okreslania wybranych sktadowych zmian geometrycznych na podstawie symulacji.
Wazne bedzie takze wykorzystanie loT, Big Data i integracja tych danych w ujeciu multiskalowym. Poza
skalg makro bedziemy gromadzi¢ rdwniez informacje w skali mikro i tgczy¢ je w jednym spéjnym
uktadzie wspodtrzednych.

Nastepnie przewodniczacy oddat gtos dr hab. inz. Kseni Irenie Ostrowskiej, prof. PK.

Dr hab. inz. Ksenia Irena Ostrowska: Pytanie o macierz wielokryterialng. Czy zastanawiat sie Pan w
zakresie multisensorowosci nad systemem doboru okreslonych czujnikéw do systemu biorgc pod
uwage potrzeby uzytkownika?

Habilitant: Nie zastanawiatem sie nad tym wcze$niej, ale to Swietny pomyst. Mozna powiedzie¢, ze to
piekna idea — od ztotej zasady metrologii po zastosowanie sztucznej inteligencji, ktéora utatwia
operatorom analize danych pomiarowych i zdecydowanie utatwia ich prace.

Jako kolejnemu przewodniczacy przekazat gtos dr. hab. inz. Olafowi Ciszakowi, prof. PP.

Dr hab. inz. Olaf Ciszak: W Pana wypowiedziach czesto pojawia sie btgd pomiaru, niepewnos$é pomiaru,
doktadnosé, precyzja itd. Czy podczas prezentacji Swiadomie uzywat Pan tych pojec? Czy jest to to
samo?

Habilitant: Odpowiadajac na pytanie Pana Profesora — by¢ moze w trakcie prezentacji popetnitem
pewng niescistos¢. Nie mozna uzywac tych poje¢ zamiennie. Niepewno$é to parametr zwigzany z
wynikiem pomiaru, charakteryzujgcy rozrzut wartosci, ktdre mozna w uzasadniony sposéb przypisac
wielkosci mierzonej. Natomiast btgd definiuje sie jako niezgodno$¢ wyniku pomiaru z wartoscig
prawdziwg wielkosci mierzonej. Rdéznica miedzy btedem pomiaru a niepewnoscig polega wiec na tym,
ze btad jest rdznicg dwdch konkretnych wartosci, natomiast niepewnosé okresla rozrzut mozliwych
wynikéw pomiaréw.

Nastepnie przewodniczacy przekazat gtos dr. hab. inz. Grzegorzowi Slaskiemu, prof. PP.

Dr hab. inz. Grzegorz Slaski: Czy ja dobrze interpretuje, ze doktadno$¢ ukfadu jest ponizej 1 Hz?
Habilitant: Tak. Ponizej 1 Hz to przyjeta granica btedu.

Dr hab. inz. Grzegorz Slaski: A jaki jest zakres pomiarowy?

Habilitant: Standardowy zakres wynosi okoto 50 do 100 um, a w szczegdlnych przypadkach moze
siegac¢ do 300 um. Niemniej jednak nalezy podkresli¢, ze pneumatyczna technika pomiarowa znajduje
zastosowanie w waskim zakresie, wytacznie w konkretnych aplikacjach. Zatem nie sg to systemy
uniwersalne — konieczne jest projektowanie np. srednicéwek pneumatycznych pod konkretne
potrzeby.

Po tej wypowiedzi prof. Andrzej Seweryn zapytat zebranych, czy maja jeszcze pytania lub uwagi do

Habilitanta. Poniewaz nie byto dalszych pytan, przewodniczacy poprosit Habilitanta o zabranie gtosu w
formie swobodnej wypowiedzi.



Dr inz. Michat Jakubowicz podziekowat uczestnikom kolokwium za mozliwosé wystgpienia oraz za
wystuchanie jego prezentacji. Podziekowat za liczne pytania, ktére jego zdaniem stanowig stymulacje
do dalszych badan.

Po tej wypowiedzi przewodniczgcy komisji habilitacyjnej zakonczyt kolokwium.

Sekretarz komisji habilitacyjnej: Przewodniczgcy komisji habilitacyjne;j:
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